Mikroskopia z uzyciem zogniskowanej wigzki jonéw (ang. FIB) zyskata na Swiecie i w Polsce bardzo duze zainteresowanie, co
wynika ze wzrastajacej liczby publikacji na ten temat. Konsekwentnie wzrasta réwniez liczba placéwek badawczych i
uzytkownikéw wykorzystujacych ta technike badan. W dobie dzisiejszej nauki skupiajacej sie wokot zjawisk zachodzacych w
micro- i nano-skali, umiejetnos¢ charakterystyki mikrostruktur w tej skali odgrywa niewiarygodnie znaczaca role. Potgczenie
metod mikroskopowych z FIB daje olbrzymie mozliwosci, ktére moga by¢ wykorzystane w réznych dziedzinach nowoczesnej
nauki o materiatach. Jednakze, miejscem gdzie jest ona najczesciej uzywana jest preparatyka cienkich folii dla analiz z uzyciem
elektronowego mikroskopu transmisyjnego (ang. TEM). Gtéwna zaleta stosowania techniki FIB jest znaczne zmniejszenie czasu
potrzebnego do przygotowania prébek (TEM lamella), w poréwnaniu do tradycyjnych sposobdw, ktére sg stosowane do
przygotowywania prébek do analizy transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Korzystajac z tej techniki jest to mozliwe, w
celu przygotowania prébek materiatdw, ktére nie zostaty uprzednio przygotowanych konwencjonalnymi sposobami, albo ich
wykonanie byto bardzo pracochtonne i skomplikowane. Technika ta jest réwniez stosowany do przygotowywania préobek dla
warst cienkich powtok oraz pozwala na badania na przekroju danych prébek.

Technika FIB posiada rdwniez wady, ktdre gtéwnie wynikaja z samej natury procesu $cieniania, a mianowicie, zmiany w
mikrostrukturze materiatu w wyniku odziatywania wigzki jonéw w obszarze $cienianej probki. Proces ten cho¢ obserwowany nie
jest do korica poznany i wyjasniony. Gtéwnie dlatego, ze w przewazajagcym stopniu uzalezniony jest od rodzaju materiatu jaki
zostat poddany dziataniu jonéw. Szczeg6lnie w przypadku materiatéw o skomplikowanej budowie, analiza ta okazuje sie by¢
dosy¢ trudna. Poznanie zatem i wyjasnienie mechanizméw jakie zachodza pod wptywem dziatania wigzki FIB jest bardzo wazne,
gdyz pomogtoby to znaczaco poszerzy¢ wiedze na temat odpowiedniego przygotowywania probek do analizy SEM, TEM, oraz
zmniejszy¢ szkody wywotane przez preparatyke FIB w materiatach o niskiej stabilnosci mikrostruktury. Prezentowane tu badania
podstawowe, maja na celu wykazanie wptywu jaki ma wigzka jonéw Ga na zmiane mikrostruktury wybranych stopéw, ktére dotej
pory nie zostaty zbanane, zaleznie od uzytych parametrow, dawki wiazki jondw. Wiedza ta moze okaza¢ si¢ przydatna podczas
procesu $cieniania, czyli przygotowania prébki przy uzyciu techniki FIB do analizy TEM. Pozwoli réwniez uzytkownikom
techniki FIB unikna¢ bteddw w interpretacji wynikdéw.

Do okreslenia wptywu wigzki jondw Ga+ na mikrostrukture wybranych metali i ich stopéw wytypowano kilka materiatow
charakteryzujacych sie niska stabilno$cig mikrostrukturalng. Nastapi ich odpowiednie przygotowanie, charakterystyka przy uzyciu
SEM, XRD, TEM oraz badania przemian fazowych przy uzyciu DSC i dylatometrii. Wyzej wymienione badania przemian
fazowych pozwola na korelacje zaohserwowanych charakterystycznych temperatur z cieptem generowanym przez wigzke jonéw
galu. Do badan stopéw na osnowie zelaza wykorzystane zostang komercyjne stopy. Prébki ze stali wysokoweglowej hartowane
beda z zakresu jednorodnego austenitu (powyzej temperatury Ac.,,) W celu uzyskaniu duzego udziatu objetosciowego austenitu
szczgtkowego. Nastepnym etapem badar bedzie ingerencja wigzka jondw w mikrostrukture czytego technicznie aluminium. Pod
wptywem wiazki galu nastapig procesy zdrowienia, rekrystalizacji, oraz rozrostu ziarna. Kolejnym etapem bedzie ingerencja
wigzki jondw w szkto metaliczne o wzglednie niskiej temperaturze dewitryfikacji. Zmieniajac parametry odziatywania wigzki
jondw mozliwe bedzie stwierdzenie czy ww. odziatywanie powoduje dewitryfikacje.

Celem naukowym projektu jest pokazanie wptywu jaki ma odziatywanie zogniskowanej wigzki jonéw (FIB) na stabilno$¢
mikrostruktury wybranych stopéw na osnowie zelaza, aluminium i jego stopéw, oraz szkiet metalicznych ze szczeg6inym
uwzglednieniem stopnia wnikania jonéw galu (Ga+) do struktury badanego materiatu, generowanie ciepta podczas odziatywania
wigzki z materiatem, oraz oszacowanie rozmiaru zmian zaistniatych w badanych materiatach w zaleznosci od uzytej dawki jonow.



